Zeeman Effect实验之F-P标准具的校准
06300300092   倪文莺   电子科学与技术
摘要：本文主要介绍Zeeman Effect实验，并着重解毒其中的关键步骤——调节F-P标准具平行度的原理。
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引言：1896年，荷兰著名的实验物理学家Zeeman，在研究磁场对谱线的影响，结果发现当钠双线D1和D2都有增宽的现象。光源放在足够强的磁场中时，原来的钠双线分裂成几条光谱线。实际上每一条光谱线都是由几条单独组成的，这一现象称为塞曼效应。塞曼效应也有力地证明了能级的分裂是由于电子的轨道与磁矩与自旋磁矩互相作用的结果。 
      法布里-珀罗干涉仪是一种应用广泛的高分辨率分光仪器,由两块镀有高反射率的平行玻璃（或石英）板和端面相互平行的隔圈组成.它的应用范围大，在长度计量中也被采用，成为长度基准传递的工具，因此又称为法布里珀卜罗标准具（简称F-P 标准具）。本实验中,采用改变气压实现F-P干涉仪的扫描. 
正文：
一、实验目的、意义和要求
1896年，荷兰著名的实验物理学家Zeeman，在研究磁场对谱线的影响，结果发现当钠双线D1和D2都有增宽的现象。光源放在足够强的磁场中时，原来的钠双线分裂成几条光谱线。实际上每一条光谱线都是由几条单独组成的，这一现象称为塞曼效应。塞曼效应也有力地证明了能级的分裂是由于电子的轨道与磁矩与自旋磁矩互相作用的结果。 
掌握法布里—珀罗标准具的原理和使用; 

学习观察低压汞灯的谱线在磁场中塞曼分裂谱线,并测定它们的裂距和偏振态; 

从谱线的塞曼裂距可确定原子能级的J值及相应的g值。如果原子遵从LS藕和，则可由g值判断该能级的L和S值。 

二、实验内容

1.调节F-P标准具的平行度，扫描记录不加磁场时的曲线
2.加上磁场，扫描记录汞5461Å谱线的zeeman 分裂曲线（９条），测量zeeman分裂的波数差，计算电子荷质比，与理论值比较．
3.加上偏振片，扫描记录zeeman分裂的π成分和σ成分
在这其中，第1步无疑是至关重要的。

F-P标准具的校准方法：

      标准具靠三个压紧的弹簧螺丝来调整两个内表面的平行度。
      在光具座上适当调整标准具、透镜对光源的位置，使得在标准具反射片中心找到干涉环。如果标准具两个内表面严格平行，上下左右移动眼睛观察，花纹不随眼睛移动而变化。若眼睛移动过程中有冒出环及吸入环现象，表示标准具两内表面不平行；眼睛如果沿d增大的方向移动，则有干涉环冒出，那么便拧紧该方向的螺丝旋钮，或旋松另一侧的旋钮。水平和竖直两个方向反复调节后，即可看到细锐均匀的干涉环。

F-P标准具的校准原理：
设A、B两平面间的距离为d，空气折射率近似为n=1，则相邻两光束的光程差为 
[image: image10.png]PPy




。

产生干涉极大的条件为 
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，形成一系列的同心圆环。
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上图是调整F-P标准具时的光路图（根据实验书P127上图5-7绘制），两镜面的上访间距偏小。A、B处两束与AB面法线方向夹角相等的入射光经2片平行玻璃多次反射后成为一组发散光，经透镜会聚后成像于A”和B”。由此图可明显观察到A”与B”不在同一个垂直平面上，因此不能同时看清各个干涉条纹。
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上图是平行度完好的F-P标准具的光路图（自行绘制），可以看到2束散射光经透镜会聚后成像于同一个垂直平面P上。此时肉眼上下左右移动观察干涉条纹都不再变化。

注意事项：

F-P标准具调整时要注意，通过螺钉施加压力只是微调，因此不能用力过猛，以免损害工作表面.
实验感想：

F-P标准具的校准是决定Zeeman Effect实验成败的关键，之后只要按照步骤获取数据并处理就大功告成。
细心、耐心、好奇心。实验中遇到困难在所难免，只要够细心够耐心就一定能摆平，同时也要做到知其然和知其所以然。
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